


INFORMATII GENERALE

® Scopul cursului este studierea teoreticd si practicd a metodelor de proiectare si implementare
ale sistemelor de calcul ce inglobeaza tehnici de fiabilizare, aprofundarea cunostintelor
legate de problemele testdrii diverselor sisteme de prelucrare a informatiei ca o posibilitate

de mentinere a fiabilitatii si disponibilitatii sistemelor de calcul, studierea si elaborarea
testelor pentru verificarea si validarea produselor program.

® Prelegeri — 60 ore, 30 ore Testarea hardware, 30 ore — Testarea software

® Seminare — 30 ore, 15 ore Testarea hardware, 15 ore — testarea software, R
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Lucrari de laborator — 30 ore, 15 ore Testarea hardware, 150re — te

——

r

dite - 8

-

urente (in baza testelor de la prele



®* Fiabilitatea sistemelor

® Din punct de vedere calitativ, fiabilitatea reprezintd capacitatea unui sistem

de a functiona fara defectiuni, la parametri acceptabili, in decursul unui

anumit interval de timp, in conditii de exploatare bine precizate

® Din punct de vedere cantitativ, fiabilitatea unui sistem reprezintd
probabilitatea ca acesta sd-si indeplineascd functiile sale cu anumite
performante si fara defectiuni, intr-un anumit interval de timp si in conditi

exploatare specificate.
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Durata preconizatd, de la momentul punerii in functiune si p¢

tiune, se numeste durata de viata a sistemului



® Diagnosticarea tehnica este o stiintd aplicatd, care include teoria si metodele de organizare
a proceselor de determinare a starii tehnice a circuitelor numerice la nivel de pastila de
siliciu, placheta sau sistem.

Diagnosticarea tehnica rezolva douad sarcini de baza:

1) Detectarea defectelor hardware ale circuitelor numerice;
2) Localizarea acestor defecte in vederea inlaturarii lor.

Diagnosticarea se poate realiza prin testare.

Testarea poate fi efectuatd cu ajutorul mijloacelor hard si soft, incorporate in obiect sat
separate de el.

® Mijloace hard separate: sisteme si standuri de testare a circuitelor integrate
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Defectul sau defectiunea este o imperfectiune materiald sauv fizicd cavzatd de

un eveniment de defectare si care determind modificarea unei variabile logice

sau parametru functional fatd de valoarea admisa initial.

Efectul aparitiei unui defect este eroarea. Un defect nu intotdeauna conduce la

o eroare. In acest caz, defectul se considera latent.

® Dupd durata de acfiune, defectele se clasifica in:

* defecte tranziente




Dupa natura sa, defectele se clasifica in:

* defecte logice

* defecte parametrice

Un defect logic se manifesta prin faptul ca valoarea logicd a unui nod din

circuit devine opusa valorii specificate.

Un defect parametric se manifesta prin degradarea marimilor specifice

curent, tensiune si timp.



Principalele tipuri ale defectelor logice sunt urmdtoarele:

® blocaje la O sau 1 logic la nivelul nodurilor din circuit;

® scurtcircuite cauzate de punti nedorite, care apar de obicei in faza de

executie a lipiturilor, intre conductoarele imprimate ale plachetei;

® inversoare false la intrdrile sau iesirile portilor logice;

® impulsuri logice eronate;
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Defectele de tip ,blocaj la 0” si ,blocaj la 1" se noteaza =0 si =1, respectiv.

= =0
X, : f X, f
X, 2

X1 =1, in test x1=0 X1=0, in test x1=1

A doua intrare in poarta OR, NOR va fi doar cu O
intrare in poarta AND, NAND va fi egala doar cu 1



T=(x1, x2, )=(1,1,1)
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T=(x1, x2, f)=(1,0,1)

=(x1, x2, )=(1,0,0)



Defectele de tip ,,scurtcircuit” pot fi de doud tipuri: defecte cauzate de aparitia

puntilor dintre doud sau mai multe linii de intrare si defecte cavzate de

aparitia puntilor dintre linia de iesire si cea de intrare a circuitului.

X, f = %0, 0%, %, —:}_ f = %1%, 0%,
X, )— E > Functia logicd nu se schimba

XS X3 4|_
X f=Xx+X,+X "t f =x,x < <
Xz %>* - iz —EZ> Ao Functia logica se schimba
X, "
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® Intrarile, valorile logice ale cdrora pot fi nemijlocit controlate, se numesc

intrari primare.

® lesirile, valorile logice ale cdrora pot fi nemijlocit observate, se numesc iegiri

primare.

® Testul reprezinta multimea semnalelor logice aplicate la intrarile primare

multimea reactiilor de la iesirile primare y. pentru un circuit logic cor

mdrul de teste e esential mai mic decat numarul total de «

r de intrare
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®* Testabilitatea este o mdsurd a capabilitdtilor circuitului de a putea fi testat
pentru verificarea functionalitatii sale. Cele doud aspecte majore ale

testa biIi’réjrii sunt:

® Controlabilitatea - mdsura capabilitdtii circuitului de a stabili valoarea logica

a unei variabile interne sau a unei iesiri.

® Observabilitatea - mdsura capabilitatii circuitului de a propaga valoarea

logica a unei intrari sau a unei variabile interne péna la iesire.



® Un test va detecta un defect doar in cazul cand valoarea iesirii primare in

prezenta defectului va fi diferitd fatd de valoarea iesirii primare in absenta
defectului (Testabilitate).

® Pentru a detecta un defect intr-un circuit, acesta trebuie pentru inceput excita
sau manifestat. Procedura constd ih aplicarea unei astfel de combindtii la
intfrarea circuitului, care sa asigure pe nodul testat valoarea logica o

: valorii defectului. (Controlabilitate).

defectul trebuie sensibilizat. Aceasta procedurd

nalului de la nodul testat spre i



